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Розглядається задача поширення та взаємодії еліптично поляризованого 

світла з напруженою двошаровою структурою, що складається із ідеального 

провідника – металу, та тонкої діелектричної плівки, нанесеної на його 

поверхню. У плівці діють механічні напруження, що визначаються діаго-

нальним [1] та недіагональним тензорами пружної деформації. Розглядається 

випадок нормального падіння світла на поверхню плівки.  

Отримано аналітичні співвідношення, які пов’язують параметри стану 

поляризації відбитого світла з компонентами деформації та дозволяють 

визначати напружено-деформований стан поверхні металу за результатами 

вимірювання поляризації відбитого світла. 

Досліджено вплив компонент тензора напружень на розподіл амплітуд 

та фаз електричного та магнітного полів в діелектричній плівці. Побудовано 

залежності амплітуди та фази відбитого структурою світла для випадку 

напруженого стану стиску  – розтягу перпендикулярно напрямку поширення 

світлової хвилі.  
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RESEARCH OF EFFECT OF STRESS ON POLARIZATION 

PARAMETERS STRUCTURE OF INSULATOR–METAL  

 
An exact solution for the electrodynamics problem, describing interaction of polarized light 

with stressed layered structure “dielectric film – perfect conductor”, has been obtained. 

Influence of the strain components on the polarization coefficients of the reflected light 

wave has been studied. 


